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Wynalazek dotyczy sposobu przeprowa¬
dzania pomiaru odkształceń przy pomocy
promieni (rentgenowskich.

Przy elastycznym odkształcaniu jakiej¬
kolwiek struktury krystalicznej, np. przed¬
miotu metalowego, kryształy doznają w za¬
leżności od stopnia odkształcenia mniej
lub więcej silnego jednorodnego odkształ¬
cenia siatki. Ze zmiany wymiarów 'siatki
można wywnioskować o wielkości odkształ¬
cenia przedmiotu krystalicznego. Znane jest
stosowanie drogą rentgenograficzną tych
jednorodnych odkształceń siatki, które, jak
wiadomo, oznaczają zmianę odstępów pła¬
szczyzn siatki do pomiaru odkształceń*
a zatem również do pomiary naprężeń.
Zdjęcia moigą być dokonywane jako zdję¬

cia promieniami zwrotnymi przy pomocy
światłoczułej błonki płaskiej, stożkowej
lub cylindrycznej.

Dokładne wyzyskanie sposobu wymaga
inteirfererucyj nastręcza duże trudności
co najmniej do\± 0,01 mm. Wymierzenie
intei ferencyj nastręcza duże trudności
względnie jest nawet zupełnie niemożliwe,
szczególnie w dwóch przypadkach. W pier¬
wszym przypadku, gdy chodzi o odkształ¬
cacie struktur nadzwyczaj krystalicznych
lub takich struktur, których siatki .są bar¬
dzo silnie zakłócone, jak np. utwardzonych
lub wysokouszlachetnionych stali. W dru¬
gim przypadku, gdy chodzi o przedmioty,
wykazujące strukturę stosunkowo grubo-
krystaliczną. Tego rodzaju grube struktu-



ry składają się z'krystalitów, których dłu¬
gość łańcucha wynosi około 10 \i lub wię¬
cej.

W pierwszym przypadku otrzymywane
interferencje są bardzo niewyraźne. Prak¬
tycznie uniemożliwia to dokładne określe¬
nie maksimum zaczernienia. W drugim
przypadku przez dodatkowe oddziaływa¬
nie załamania promieni rentgenowskich na
powierzchniach ziarn dużych krystalitów
otrzymuje się interferencje, które mogą
znacznie odchylać się od położenia teore¬
tycznego i zatem uniemożliwiają dokładne
określenie stałych siatki.

Pomijając przytoczone przypadki, po¬
miar odksziłtaeenia przy pomocy dużych
kątów połysku, stosowanych zazwyczaj do
tego celu, nie da się wówczas przeprowa¬
dzić, gdy nie rozporządza się odpowied¬
nimi promieniami rentgenowskimi, aby
przy badanym materiale osiągnąć interfe¬
rencje z-kątem połysku, zbliżonym do 90°.
To występuje np. przy badaniu stopów, za¬
wierających tytan.

Według innego również znanego sposo¬
bu stan odkształcenia określa się, mierząc
szerokość punktów interferencyj w kierun¬
ku stycznym. Zdjęcia mogą być przepro¬
wadzane jako zdjęcia promieniami zwrot¬
nymi z błonką płaską, błonką stożkową
lub błonką cylindryczną. Oczywiście, że
ten znany sposób jest ograniczony tylko
do takich materiałów, które przy sposobie
z promieniami zwrotnymi dają interferen¬
cje, które skupione są w pojedynczych
punktach interferencyj. Sposób ten zawo¬
dzi np. przy wszystkich utwardzonych
i stopowych stalach.

Wreszcie znane jest również badanie
stanu odkształcenia przez mierzenie szen>
kości krawędziowo ograniczonych linij in¬
terferencyj. Według tego sposoby przyj¬
muje się ostre ograniczenie liniowe linij
interferencyjnych materiału bacUihego. Spo¬
sób ten zawodzi, gdy nie ma ostrego ogra¬
niczenia linij, np. przy wszystkich pier¬

wiastkach o dużej liczbie porządkowej
atomowej, np. przy ołowiu.

Przy przedmiotach, nie posiadających
struktury krystalicznej, jak drewno, szkło,
guma itd. z góry wyklucza się rentgeno-
grafiezny pomiar odkształcenia dotychczas
znanymi metodami.

Wynalazek wskazuje drogę, jak można
opanować wskazane trudności, oraz pole¬
ga na tym, że badany materiał lub jego
części zaopatruje się w mocno trzymającą
się powłokę krystaliczną, odkształcającą
się razem z przedmiotem badanym, i że
następnie stan odkształcenia bada się rent-
genograficznie w znany sposób, mierząc
stan odkształcenia materiału powłoki.

Korzystnie jest postarać się o to, aby
powłoka była umieszczona w zwartej po¬
staci na przedmiocie badanym. Oczywiście
materiał na powłokę obiera się taki, aby
jego cieplny współczynnik rozszerzalności
był możliwie zbliżony do takiegoż współ¬
czynnika materiału podstawowego. W
większości przypadków używana jest po¬
włoka metalowa, a mianowicie z czystego
metalu lub stopowego, który w* różny spo¬
sób może być nałożony na badany przed¬
miot, np. drogą elektrolityczną, przez roz¬
pylanie katodowe, przez natryskiwanie, za¬
nurzanie itd.

Wielkość ziarn materiału na powłoki
dobiera się w zależności od rodzaju spo¬
sobu badania rentgenograficznego. Tak np.
badanie przez pomiar zmian- stanu płasz¬
czyzn w siatce wymaga na ogół materiału
na powłokę szczególnie drobnoziarnistego.

Rentgenogtaficzny pomiar odkształce¬
nia korzystnie jest przeprowadzać takim
rodzajem promieniowania, które z danym
materiałem na powłoki daje głównie inter¬
ferencje o kącie połysku, zbliżonym do 90°.
Przy tej postaci wykonania sposobu uzy¬
skuje się interferencje, które dają się mie¬
rzyć szczególnie łatwo i dokładnie.

Przy sposobie według wynalazku do po¬
miaru nie używa się już odkształconych
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siatek samego materiału, lecz są mierzone
odkształcenia.-powłok, osadzonych na ma¬
teriałach i trwale trzymających się ich.
Dzięki temu obecnie mogą być badane
rentigenoigraficznie materiały, których siatki
bardzo utrudniały dotychczas dokładny po¬
miar, względnie uniemożliwiały go, lub
które w ogóle nie posiadały siatek. Z po¬
wyższego wynika dalsza zaleta, że najróż¬
niejsze materiały mogą być badane przy
stosowaniu tej samej powłoki i tego ssane¬
go rodzaju promieni stale w tych samych
warunkach i dlatego z tą samą dokład¬
nością pomiaru. Ze względu na równo¬
mierną grubość powłoki, wytwarzanej
w -najprostszy sposób, przy sposobie we¬
dług wynalazku osiąga się zawsze tę samą
głębokość pomiaru.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób przeprowadzania pomiaru
odkształceń przy . pomocy promieni rent¬
genowskich, znamienny tym, że badany
przedmiot lub jego części zaopatruje się
w mocno trzymającą się go powłokę kry¬
staliczną, której odkształcenia zmieniają
się tak, jak odkształcenia przedmiotu, i.na¬
stępnie stan odkształcenia przedmiotu ba*
da się rentgenograficznie w znany sposób
przez pomiar stanu odkształcenia materia¬
łu powłoki.

2. Sposób według zastrz- 1, znamienny
tym, że stan odkształcenia przedmiotu ba¬
da się reintgenograficznie w znany sposób
przez pomiar zmiany odstępów płaszczyzn
siatki materiału powłoki.

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny

tym, że stan odkształcenia przedmiotu ba¬
da się rentgenograficznie w znany sposób
przez pcińiiar odkształcenia materiału po¬
włoki sposobem pomiaru szerokości po¬
wierzchniowej punktów interferencji.

4. Sposób według zastrz. t, znamienny
tym, że stan odkształcenia przedmiotu ba¬
da się rentgenograficznie w znany sposób
przez pomiar liniowej szerokości interfe¬
rencji materiału powłoki.

5. Sposób według zastrz. 1—4, zna¬
mienny tym, że na przedmiocie badanym
umieszcza się powłokę metalową z czyste¬
go metalu lub stopowego.

6. Sposób według zastrz. 1—5, zna¬
mienny tym, że wielkość ziarn materiału
powłoki dopasowuje się do każdorazowo
obranego sposobu badania.

7. Sposób według zastrz. 1—6, zna¬
mienny tym, że materiał powłoki nakłada
się elektrolitycznie.

8. Sposób według zastrz. 1—7, zna¬
mienny tym, że powłokę nakłada się przez
rozpylanie katodowe.

9. Sposób według zastrz. 1-—8, zna¬
mienny tym, że jako metal na powłokę
stosuje się chrom, nikiel, miedź lub stopy
chromoiniklowe.

10. Sposób według zastrz,. 1—9, zna¬
mienny tym, że do przeprowadzania ba¬
dania rentgenografłcznego stosuje się ro¬
dzaj promieniowania, które z danym ma¬
teriałem powłoki daje zasadniczo interfe¬
rencje o kącie połysku około 90°.

D r a g e r - G e s e 11 s c h a f t m. b. FŁ
Zastępca: inż. J. Wyganowski
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